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①  AFM（Atomic Force Microscope）：試料と探針の間に
働く斥力を探針のたわみとして検出し、探針を接触又は
一定に保ちながら試料表面を走査し、表面形状を観察す
る装置。
② ショットキー障壁：金属を半導体材料に接触させた時、
電気は、金属側から半導体側ないしその逆のどちらか一
方通行に流れやすくなる。この電気的障壁を、提唱した
W. Schottkyに因んで、ショットキー障壁と言う。
